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MOTIVAÇÃO

• Alto crescimento do tamanho e complexidade dos softwares.

• Dificuldade de controle da qualidade em Linhas de Produtos de Softwares (LPSs).

• Alta demanda das LPSs na indústria.

• Eficiência da medição é fundamental para a qualidade das LPSs.

• Métricas são essenciais.

• Altamente dependente de Valores Referências.

• Dificuldade uma derivação pontual desses limiares.

• Existência de vários métodos para derivação de Thresholds.



OBJETIVOS

• Comparar métodos para derivação de valores referências para LPSs.

• Foco na distribuição assimétrica das métricas de software.

• Investigar o contexto em que cada método é bem sucedido.

• Etapas:

• Construção de um referencial teórico.

• Escolha métricas.

• Agrupamento de softwares LPSs.

• Derivação de Valores Referências.

• Análise dos Valores Referências.



TRABALHOS RELACIONADOS

• Revisão da Literatura baseada em uma Revisão Sistemática.

• Bases Pesquisas:

• IEEExplore ;

• Science Direct;

• ACM Digital Library;

• El Compendex;

• Uso da técnica snowballing.

• Extração de 50 estudos primários.



TRABALHOS RELACIONADOS

• Sumarização dos métodos de derivação:

• Thresholds derivados da experiência de programação;

• Thresholds derivados de análise de medição;

• Metodologias para caracterização da distribuição de métricas;



CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO

• Organizado em quatro etapas:

• Métodos para derivação de Thresholds.

• Seleção das métricas de software.

• Benchmarks de linha de produto de software.

• Oráculo para Code Smells.



CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO

• Métodos para derivação de Thresholds.

• Comparação de três métodos nesse estudo.

• Métodos:

• Método proposto por Alves et. al. (2010).

• Método proposto por Ferreira et. al. (2012).

• Método proposto por Oliveira et. al. (2014).



CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO

• Seleção das métricas de software.

• Métricas selecionadas.

• Linhas de Código (LOC);

• Acoplamento entre classes de objetos (CBO);

• Métodos ponderados por classe (WMC);

• Número de refinamento de constantes (NCR);

• Compõe uma estratégia de detecção.

• Coleta automática por meio de uma ferramenta: Variability Smell Detection (VSD).



CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO

• Benchmarks de linha de produto de software.

• Foco em SPLs desenvolvidas em FOP.

• Repositórios utilizados na coleta:

• SPL2go;

• FeatureIDE;

• 47 softwares extraídos dos dois repositórios.

• 17 softwares extraídos de artigos.

• Critérios de inclusão e exclusão:

• Versões mais recentes;

• Seleção de implementações AHEAD e FeatureHouse;

• Total de 33 softwares selecionados.



CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO

• Oráculo para Code Smells.

• Foi produzido um oráculo para avaliação dos valores referências.

• Passos seguidos:

• Escolha de uma LPS alvo;

• Definição do bad smell;

• Seleção de uma estratégia de detecção;

• Validação dos resultados com um especialista;

• LPS alvo: MobileMedia.

• Bad Smell: God Class.

• Estratégia de detecção: ((LOC> threshold) and (CBO> threshold) and ((WMC/LOC)>

threshold)) or (NCR> threshold)



AVALIAÇÃO

• Planejamento:

• Correlação com LOC.

• Distribuição das métricas de softwares.

• Valores Limites Derivados.

• Identificação de Code Smells.



AVALIAÇÃO

Figura 1: Correlação das métricas com LOC.



AVALIAÇÃO

Figura 2: Valores da Distribuição das métricas.



AVALIAÇÃO

Figura 3: Comparação dos Valores Referêcias Derivados.



AVALIAÇÃO

Figura 4: Resultado de Recall e Precision.



CONCLUSÃO

• Este artigo mostra a importância das métricas em conjunto e dos valores

referências para as mesmas.

• Comparação de três métodos de derivação de valores referências.

• Criação de um repositório com 64 LPSs.

• Método proposto por Alves et. al. (2010) mostrou-se mais sensível ao

benchmark utilizado.

• LOC, WMC e NCR possuem distribuição de cauda pesada e CBO possui uma

distribuição diferente.



CONCLUSÃO

• Método proposto por Alves et. al. (2010) mostrou-se melhor na avaliação

individual.

• Método proposto por Ferreira et. al. (2012) apresentou uma maior precisão.

• Método proposto por Oliveira et. al. (2014) apresentou um maior recall.

• Trabalhos Futuros:

• Explorar alguns pontos desejáveis em métodos de derivação de valores referências.

• Construir uma ferramenta de medição para códigos desenvolvidos em FeatureHouse.

• Explorar como construir benchmarks representativos.
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